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FAZLARININ SAPTANMASINDA KULLANILMASI 
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GİRİŞ 

Electron Microprobe cihazı (2,4, 7, 9,10,13), amalgam ala
şımların içerdiği metallerin ve metallerin aralarında oluşturdu
ğu bileşiklerin ya da fazların görüntülerini sağlamaktan başka, 
kalitatif, kantitatif ve % ağırlık olarak da sonuçlar başlıyabil-
mektedir. 

Bir taramalı elektron mikroskopu, üç adet X-ışını spektro-
metresi ve bir optik mikroskopun birleştirilmesinden meydana 
gelmiştir. Elektron mikroskopunda büyük büyütmelerde gözle
nebilen ufak taneler üzerinde X-ışınları kullanarak spektral ana
lizler yapabilmektedir. 

Taramalı elektron mikroskopunda görüntü şöyle elde edilir. 
Bîr tungsten flamadan ısı yoluyla elde edilen elektronlar, yük
sek elektrik akımlarıyla (40 Kv) fırlatılır ve iki sıra manyetik 
mercekte odaklanarak örnek üzerindeki çok küçük bir alana (2 
mikron kare) düşürülür. Bu alana belirli bir kinetik enerji ile 
gelen elektronlar çok sayıda sinyaller oluşturur. En önemlileri; 
geri yansıyan elektronlar, ikincil elektronlar, Auger elektronla
rı, emilen elektronlar, katod luminisens ışınları ve X ışınlarıdır. 
Oluşan bu sinyaller, algılama dedektörleriyle algılanır ve ekran 
üzerine ya da bilgisayar değerlendirme ünitesine iletilip kulla-
nılırlar. Saptırma bobinleri aracılığı ile sistematik olarak sap
tırılan, elektron demetinin geçtiği her noktadan çıkan bu sin
yallerin ekranda oluşturduğu kontrast, görüntüyü sağlar. 

Araştırmamızda geri yansıyan elektronları kullandık, ör
nekten geri yansıyan elektronlar miktarı, örnek'in o noktasındaki 
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ortalama a tom ağırlığı ile orantılıdır. Ağır elementlerin bulun
duğu noktanın görüntüsü ekran üzerinde daha parlak olacak
tır. Böylece saptırma bobinleri ile saptırılan elektron demeti, ör
nek yüzeyini t a r a r ve yüzeyin kimyasal kompozisyonunu ekran 
üzerine aktarır. Bu görüntüye kompozisyon görüntüsü denir, 
ö r n e k üzerindeki noktadan çıkan X-ışını sinyalleri, kompozis
yon görüntüsüne modüle edilerek X-ışını görüntüsü elde edilir. 
Her elementin karakteristik bir X-ışını vardır. Bu ışınlar ayrılıp, 
yalnız birisi ekrana yansıtılırsa o elementin yüzeyde dağılımı 
sağlanır. 

MATERYAL VE METOD 

Değişik Hg-toz oranlarında (1:3, 1:2, 1:1, 2-.ı ve 3:1), oda sı
caklığında. Özel olarak yapılmış çelik bir kalıp içinde hazırlanan 
Dispersalloy (1,3,5 ,6,13,14) amalgam örnekleri, iki saatlik don
ma sûresi sonunda, MTA Laboratuvarlar Dairesinde JEOL-
UCXA -50 A) Electron Microprobe Analyzer'ı ile faz içerikleri
nin saptanmasında kullanıldılar. 

BULGULAR 

Dispersalloy amalgam örnekleri, değişik Hg-toz oranların
da S'er adet hazırlandı. Yapılarındaki bileşimler (1850 x) ile sap
tandı. 

Dispersalloy örneklerinden evvelce anlatılan yöntemle elde 
edilen resmilerden; Ag3Sn (y), Ag2Hg3 (y1 ve Cu6Sn5 (n1) fazla
rını saptadık. 

Dispersalloy'un Hg-toz oram; 3:1 olan örneklerinde sapta
nan fazlar Resim 1 Ca, b, c), 2:1 olan örneklerinde saptanan faz
lar Resim 2 (a,b, c,d), 1:1 olan örneklerinde saptanan fazlar 
Resim 3 (a, b, c, d ) , 1:2 olan örneklerinde saptanan fazlar Resim 
4 (a, b, c, d) ve 1:3 olan örneklerinde saptanan fazlar Resim 5 (a, 
b, c, d) de gösterilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, Dispersalloy'un bütün Hg-toz 
oranlarında, gamma-2 fazı içermediği gösterildi. 
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Resim la. Dispersalloy'un 3:1 arasındaki kompozisyon görüntüsü. 

Resim lb. Dispersalloy'un 3:1 Resim lc. Dispersalloy'un 3:1 
oranındaki Sn X-ray görüntüsü. oranındaki Hg X-ray görüntüsü. 
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Resim 2a. Dispersalloy'un 2:1 Resim 2b. Dispersalloy'un 2:1 
oranında kompozisyon görüntüsü. oranındaki Sn X-ray görüntüsü. 

Resim 2c. Dispersalloy'un 2:1 Resim 2d. Dispersalloy'un 2:1 
oranındaki Hg X-ray görüntüsü. oranındaki Ag X-ray görüntüsü. 
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oranında kompozisyon görüntüsü. oranındaki Sn X-ray görüntüsü. 
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Resim 4a. Dispersalloy'un 1:2 Resim 4b. Dispersalloy'un 1:2 
oranında kompozisyon görüntüsü. oranındaki Sn X-ray görüntüsü. 
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Resim 5a. Dispersalloy'un 1:3 
oranında kompozisyon görüntüsü. 

Resim 5c. Dispersalloy'un 1:3 
oranındaki Hg X-ray görüntüsü. 

Resim 5b. Dispersalloy'un 1:3 
oranındaki Sn X-ray görüntüsü, 

Resim 5d. Dispersalloy'un 1:3 
oranındaki Ag X-ray görüntüsü. 
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TARTIŞMA 

Atomizasyon yöntemi ile elde edilen eutectic (en düşük eri
me noktasında birleşmiş) Ag-Cu küreciklerinin oluşturduğu to
zun, klasik amalgam alaşımları ile karıştınlmasıyla meydana 
gelen Dispersalloy'un, ADA standart esaslarına uyduğu bildiril
miştir (8). 

Dispersalloy, yapısal benzerlikleri nedeniyle non-gamma-2 
amalgamlar grubuna katılmıştır (11,16,-17). 

Malthotra ve Asgar (12), değişik oranlarda cıva içeren çe
şitli türden amalgamlarda gamma-2. fazının varlığım araştır
mak için yaptıkları çalışmada, bütün yüksek bakır amalgamla-
nn gamma-2 fazı ihtiva etmediklerini, gamma-2 fazı yokluğu
nun donmuş amalgamdaki son cıva oranına dayandığını bul-, 
muşlardır. Düşük cıva oram yerine yüksek cıva oranı bulunma
sının da, gamma-2 fazının çoğalmasına neden olacağım göster
mişlerdir. Ancak Dispersalloy'un, hiçbir cıva oranında da gam
ma-2 fazı içermediğini bulmuşlardır. Araştırmamızda da sonuç
lar eş biçimde elde edildi. 

Dağıtma fazlı amalgamlarda açıklanan Cu6Sn5 tepki halka
sı, Electron Microprobe Analyzer yardımıyla elde edilen resim
lerde halka şeklinde görülmüştür (13,15). Araştırmamızda elde 
ettiğimiz resimlerde de aynı şekiller gözlendi. 

SONUÇ 

Değişik Hg-toz oranlarında hazırlanan Dispersalloy amal
gam örneklerinin faz analizleri; kompozisyon ve değişik fazla
rın X-ray görüntüleri biçiminde verildi. 

ÖZET 

Non-gamma-2 amalgamlar grubuna sokulan Dispersalloy'un 
içerdiği fazlar, işleyiş biçimi kısaca anlatılan Electron Microp
robe Analyzer yardımı ile araştırıldı. Elde edilen resimlerde, 
Ag3Sn (y), Ag2Hg3 (y1) ve Cu6Sn5 (n) fazları gözlendi. Sn7Hg 
(Y2) fazına, Dispersalloy'un hiçbir toz-cıva oranında rastlanıl
madı. 

130 



SUMMARY 

The Working System of Electron Microprobe Analyzer and its 
Use in Detecting the Phases of a Non-Gamma-2 Amalgam, Dis-
persalloy. 

The phase contents of Dispersalloy, which is introduced into 
Non-gamma-2 amalgams, were investigated by means of Elec
tron Microprobe Analyzer. Ag3Sn5 (n), Ag2Hg3 (y1) and Cu6Sn5 (n) phases were observed in the photographs. Sn7Hg (y2) phase 
was met in none of the powder-mercury ratio. 
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